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はじめにⅠ

/ 及び の異性体構成はその起源PCDDs PCDFs Co-PCBs

毎に特徴的であり，これを利用して環境試料における

/ 及び の起源の推定が可能であるPCDDs PCDFs Co-PCBs

ことが報告 されている。１)２)

土壌中のダイオキシン類は主として，除草剤として過

去に使用された ， 製剤及び燃焼由来であると言PCP CNP

われているが，特異的に ， 製剤の影響を強く受PCP CNP

けているものや， 製品による影響を受けた土壌などPCB

も存在することから，異性体構成を調べることは，ダイ

オキシン類の環境動態を理解する上で重要である。

そこで，平成12年度及び13年度の土壌調査結果を用い

て，それぞれの異性体構成を調べ， / 及びPCDDs PCDFs

の起源の推定を試みたのでその結果を報告する。Co-PCBs

調査方法Ⅱ

１ 調査期間

平成12年９月～平成13年３月及び

平成13年10月～12月

２ 調査地点

香川県内のダイオキシン類環境監視調査地点（平

成12年度 49地点，平成13年度 50地点，合計 99

地点）

３ 測定方法及び分析方法

告示（平成11年環境庁告示第68号）

ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル

（平成12年環水土第12号）

調査結果Ⅲ

１ / 異性体構成比率による分類PCDDs PCDFs

と起源の推定

過去に使用された （ ）製剤PCP Pentachlorophenol

からは，主に 8 / や 7 / といった塩素O CDD F H CDD Fs

数が多い異性体が検出され， 製剤に代わって使PCP

用されるようになった （1,3,5- -2-(4-CNP trichloro

) ）製剤では，主に1,3,6,8- 4nitrophenoxy benzene T

や1,3,7,9- 4 といった塩素数の少ない異CDD T CDD
１)３)４)性体が不純物として含まれていることが報告

されている。

また，2,3,4,7,8- 5 などの 5 は燃焼，P CDF P CDFs
１)焼却過程で生産されると言われている。

そこで， / の総実測濃度に対するPCDDs PCDFs

/ の各異性体濃度の比率（異性体構成PCDDs PCDFs

比率）を求め，表１のように 7 と 8 のH CDDs O CDD

合計， 4 ， 5 に着目して４つのパターT CDDs P CDFs

ンに分類し，それぞれのパターン別の異性体構成比

率の平均を図１に示した。
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表１ / 異性体構成比率による分類PCDDs PCDFs

区 分 分 類 方 法

パターンＡ 7 と 8 の合計が75％以上H CDDs O CDD

パターンＢ 7 と 8 の合計が50％以上H CDDs O CDD
75％未満

パターンＣ 4 が20％以上T CDDs

パターンＤ 5 が15％以上P CDFs

これらの異性体構成比率の特徴から，各分類につ

いてそれぞれの起源を推定し，表２に示した。なお，

パターンＢ，Ｃ，Ｄはそれぞれ重なっているものが

あるため，検体数の見かけ上の合計は99検体より多

くなっている。

表２ 各分類における / の起源の推定PCDDs PCDFs

区 分 / の起源の推定PCDDs PCDFs

パターンＡ 主として 製剤の影響を受けていPCP
る。

パターンＢ 製剤と 製剤の両者の影響を受PCP CNP
けている。

パターンＣ 製剤の影響を受けている。CNP

パターンＤ 燃焼系由来。

パターンＡは99検体中41検体と約41％を占めてお

り，1960年頃から使用された 製剤の影響を今もPCP

受けているものが多いことがわかる。その後，1960

年代後半から 製剤による魚介類に対する毒性回PCP

避のため， 製剤が使用されるようになったのにCNP
１)５)伴い， 製剤の寄与率が増加したことが報告CNP

されている。

パターンＣは， 製剤の影響を受けていると考CNP

えられるが， 4 より 8 の方が高いことかT CDDs O CDD

ら， 製剤の影響を受けた上にさらに 製剤のPCP CNP

影響も受けたものと考えられる。パターンＤも 8O

等が高いということから，やはり 製剤，CDD PCP

製剤の影響を受けておりその上に，燃焼系発生CNP

源の影響も受けているものと推測される。

これらのことから，県内の土壌は過去に使用され

た 製剤， 製剤等の影響を受けたものが多く，PCP CNP

さらに燃焼系発生源の影響を受けているものもある

ことがわかった。

２ 異性体構成比率と起源の推定Co-PCBs
の実測濃度は，99検体中92検体（約93Co-PCBs

PCDDs PCDFs TEQ％）が / の実測濃度の30％未満で，

Co-PCBsに対する寄与率も平均約７％と低かったが，

の異性体構成を把握することは環境中の の動態PCB

を知る上で重要である。

/ と同様に， の総実測濃度PCDDs PCDFs Co-PCBs

に対する の各異性体濃度の比率を求め，そCo-PCBs

Co-れぞれの土壌の異性体構成比率を調べた結果，

の平均異性体構成比率（ ＝99）は， 118が39PCBs n #

％， 105が23％， 156が10％， 77が８％で，検体# # #

による差はあまりみられなかった。

そこで，個々の土壌の異性体構成比率を 製品PCB

（ －300～ －600） と比較してみたところ，KC KC ６)

各 製品の異性体構成比率の平均に似た構成比率PCB

を示した（図２参照）。このことから，県内の土壌

中の は 製品由来のものが多いことがわCo-PCBs PCB

かった。個々の検体別に見ると， －600（船底塗KC

料などに使用されていたもの）の異性体構成比率に

類似しているものや，他の 製品の影響も受けてPCB

いるが －600の影響が大きいと考えられるものもKC

あり，大気や底質中で 製品の異性体構成がほぼPCB

保存されるという報告 と一致した。２)

また，燃焼系の発生源では， 77に対する 126の# #

割合が60％以上であることが報告されている が，７)

県内の土壌の平均は34.4％であったことや，主に燃

焼系由来であるといわれている 169も低かったこと#

などから，燃焼系起源の寄与率は低いと考えられた。

まとめⅣ

１ / の異性体構成比率を， 7 と 8PCDDs PCDFs H CDDs O

の合計， 4 ， 5 に着目して４つのパCDD T CDDs P CDFs

ターンに分類し，それぞれの異性体構成比率の特徴か

ら，県内の土壌の / の起源を推定したとPCDDs PCDFs

ころ，主として過去に使用された 製剤， 製剤PCP CNP

由来と考えられるが，燃焼系発生源の影響を受けてい

るものもあることがわかった。

２ の起源は， 製品中の成分に由来するもCo-PCBs PCB

のが多く，燃焼系発生源に由来するものは少なかった。
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図１ / の異性体構成比率による分類PCDDs PCDFs

PCDDs/PCDFs構成比率　パターン　Ａ　n=41
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PCDDs/PCDFs構成比率　パターン　Ｃ　n=20
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PCDDs/PCDFs構成比率　パターン　Ｄ　n=36
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PCDDs/PCDFs構成比率　パターン　Ｂ　n=42
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Co-PCB構成比率　全検体平均　(n=99)
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図２ 異性体構成比率Co-PCBs

製品（ -300～ -600）との比較PCB KC KC
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Co-PCB構成比率　（KC-600に類似していた土壌）
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